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DATOS GENERALES

Nombre del Curso
Electronicay Técnicas de Caracterizacion de Micro y Nanodispositivos

Justificacion

La caracterizacion de micro y nanodispositivos es una técnica
practica de la Microelectronica que permite estudiar, clasificar y analizar sus
propiedades eléctricas, térmicas y magnéticas. En esta Experiencia Educativa se
pretende proporcionar al alumno los métodos y procedimientos para la
caracterizacion estdndar en microelectrénicay algunos nanodispositivos, que
incluye la revisidbn de principios de la Fisica, Microelectrénica y Técnicas de
Caracterizacion de bajo nivel con el fin de apoyar la investigacion en curso del
estudiante.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Proporcionar una vision de diferentes técnicas de analisis y caracterizacion en la
medicion electronica de los micro y nanodispositivos, especificando el fundamento
tedrico, las técnicas y los procedimientos necesarios para la realizacion de
pruebas experimentales en semiconductores a nivel dado, oblea, dispositivo 0
hasta el empaquetado de un Circuito Integrado. Asi mismo, conocer los
requerimientos y la preparacion previa a las pruebas para la medicion de las
diferentes variables eléctricas y térmicas de interés.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Conceptos de Variables de Medicién

Objetivos particulares
Revisar los diferentes tipos de sefiales eléctricas y sus propiedades, el analisis de
circuitos en corriente continua, directa o alterna, asi comola medicién de
variables eléctricas fundamentales con equipo de propdsito general.

Temas

1.1 Variables eléctricas CC, DCy AC
1.2 Formas tipicas y parametros de sefales de AC
1.3 Sefales analogicas y digitales




1.4  Elementos de circuitos pasivos y activos
1.5 Analisis de Circuitos en DC
1.6 Medicion de variables eléctricas fundamentales

UNIDAD 2

Dispositivos Electronicos de Semiconductor

Objetivos particulares

Revisar los diferentes dispositivos electronicos semiconductores utilizados en los
circuitos para el desarrollo de sistemas de acondicionamiento de sefial para micro
y nanodispositivos.

Temas

2.1  Principio de operacion del Diodo semiconductor
2.2 Operacion de un Transistor de unién bipolar BJT
2.3 Operacién de un Transistor MOSFET

2.4  Ejemplos de Circuitos MOS y BJT

2.5 El amplificador operacional de instrumentacion
2.6  Puente de Wheatstone y sus aplicaciones

UNIDAD 3

Consideraciones en la Caracterizacion Eléctrica de Micro Dispositivos

Objetivos particulares

Aprender sobre las consideraciones necesarias de blindaje y preparacion para la
medicion de variables eléctricas de bajo nivel, asi como identificar las diferentes
unidades de medicién de propésito especifico de instrumentos y su conexién con
estacion de prueba a nivel oblea o empaquetado en CI.

Temas

3.1 Interferencia electrostética y aislamiento en una caracterizacion eléctrica
3.2  Concepto de unidad de tierra GNDU

3.3  Calibracion de instrumentos y preparacion de muestras

3.4 Instrumento de unidad de fuente y medicién (SMU, VSU, VMU;PGU)

3.6  Conexién de dispositivos microelectrénicos en estacion de prueba

UNIDAD 4

Medicion de Variables Eléctricas de Bajo Nivel

Objetivos particulares

Aprender el uso de equipos de propdésito especifico para la medicion de diferentes
variables eléctricas y la caracterizacion térmica de micro y nanodispositivos a nivel
oblea o dispositivo.

Temas

4.1  Caracterizacion de las curvas I-V de dispositivos microelectronicos
4.2  Caracterizacion de las curvas C-V de dispositivos microelectronicos
4.3  Caracterizacion de dispositivos microelectronicos en el dominio de la




frecuencia
4.4  Caracterizacion térmica de dispositivos semiconductores

TECNICAS DIDACTICAS Y ASPECTOS METODOLOGICOS
Exposiciones del maestro (tedricas y practicas)
Trabajo individual
Tipos de asesoria (presencial y virtual)

EQUIPO NECESARIO

Aula equipada con: pintarron, mesas duplex, sillas, escritorio con silla,
computadora con proyector digital [cafion] y conexion a internet, pantalla,
marcador y borrador, marcador laser, biblioteca con ejemplares de los textos
sefalados en la bibliografia y en casos especificos videos.

Equipo analizador de parametros de semiconductores, analizador de
capacitancia-voltaje, analizador de espectros, analizador de redes de 2 puertos,
estacion de pruebas y accesorios.
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